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Оценивание метролошческнх характеристик погрешностей результа­
тов технических измерений физических величин осуществляется с целью 
получения достоверной информации о доверительных границах результа­
тов измерений. Априорная информация о составляющих погрешностей 
позволяет своевременно произвести выбор математической модели по­
грешности измерения [1].

Разработана и проанализирована модель составляющих погрешностей 
измерений длины волны X и плотности мощности Р монохроматического 
оптического излучения с использованием одноэлементного первичного 
измерительного преобразователя на основе полупроводниковой структу­
ры Ni-nGe(Cu)-Ni.

Модель составляющих погрешности измерений параметров оптиче­
ского излучений, разработанная на основе этапов преобразования измери­
тельного сигнала, включает не исключенные систематические погрешно­
сти физических параметров одноэлементного твердотельного измери­
тельного преобразователя, которые опреде.ляются технологией 
изготовления, и рабочего эталона длины волны, используемого при ка­
либровке.

Случайная состаачяющая погрешности измерения длины волны и 
плотности мощности оптического излучения определяется погрешностя­
ми используемых измерительных приборов (наноамперметра и вольтмет­
ра) и шумами электронной схемы.

Данные составляющие обусловлены погрешностями регулирования и 
определения параметров управляемого электрическим полем процесса 
компенсации фототоков в одноэлементной полупроводниковой структуре, 
позволяющая априорно оценивать характеристики погрешностей резуль­
татов измерений.
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